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Ｘ線を用いた非破壊分析法である蛍光Ｘ線分析法やＸ線回折法は、試料の前処理や操作が比較的容易で、金

属・セラミックスなどの無機材料のスクリーニングや異物の同定などに用いられている。 

当所でも技術指導・依頼試験等で材質判定や異物分析をそれらＸ線装置を活用して行っている。 

蛍光Ｘ線分析装置は、固体試料にＸ線を照射し試料中の各元素が放出する固有波長のＸ線（これを蛍光Ｘ線

という）を測定することで、試料の組成を分析する装置である。 

蛍光Ｘ線分析では標準試料を用いて検量線を作成する定量分析法の他に、標準試料を必要としない FP(ファ

ンダメンタルパラメーター)法、すなわち半定量分析法（定性/半定量分析や簡単分析と称される）と呼ばれる

手法があり、異物分析や未知試料分析などで多く利用されており、金属材料であれば、算出された各元素の含

有量から、材料や鋼種を推定することが可能である。 

平成 24 年度は、当所で保有する蛍光Ｘ線分析装置の FP 法により鉄鋼材料標準試料を用いた誤差の検証を

行い、その誤差範囲を明確にした。平成 25 年度は微小・微量試料測定時の誤差要因を検証し、以下の結果が

得られた。 

(1) 図に示したように鉄系元素ではコリメータ径 3mm（試料の大きさφ3mm）以上で簡易定量が可能であるこ

とがわかった。 

(2) 微小試料ではバックグランドや線源の影響を大きく受けるため、自動解析では検出されない場合がある

ことから、手動で解析することで精度の向上が図れた。 

(3) 微小試料の粘着性固定法で最も成分の影響の少ない両面テープを選定した。 

(4) マイラ膜による固定は強度を減衰させるが、両面テープが使えない場合には、金属元素の簡易定量にお

いて有効であった。 

蛍光Ｘ線分析装置による迅速な分析は重要な技術支援ツールであるため、上述の結果を活用し、平成 26年

6月より依頼試験項目に「蛍光エックス線分析装置による定性分析」「蛍光エックス線分析装置による金属材

料の定量分析」を新設し、技術支援体制の強化を図ることができた。 
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